
微小部薄膜評価用X線回折装置
~焔農を使って物質の構造を知る~
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本装置では，集中法光学系によるパルウや粉末試料

の測定に加えて， !易圏膜ミラ者用いた平行巴ム光学

系により，偏心誤差(鼠料町高古)の影曹を受けない，対

称性が高い固折プロファイルを得るととができます.

また，'1'50， 100， 300μmのコリメータを用いた微小部

測定光学軍により，微小領域の測定にも対応しています。

古らに，諸館入射角を橿晶て小古くするEとで鼠料表面

白情報を得る薄膜法や，各種インブレーン測定による薄

膜評価も可能です.その他，小角散乱やロツキンゲカ-

/，反射串測定などにも対応しています。

温度可変ステージを組み合わせるととで，高温での結

晶構造の評価を行うとともでき，熱処理過程でどのよう

な構造変化が生じるがを詳細に調べるEともで音ます.

Z線回折詰置

商品名:Sma同Lab

【株式会社リガヲ】

見線を物体I[照射すると，原子によって散乱が起Eりま

す。Eのとき，原子の配列I[応じて，散乱されたX線が相

互に強め合ったり弱め合ったりする現量。起Eります。

EのようなX線の回折現畢を利用して，結晶の原子毘

列などの構造者決定する手法をX線回折法と呼びます。

施線回折装置Sma内Lab町外観と，民根回折による測定

結身訟の例を下に示します固
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制加仕様標要

.x線発生差置回転対瞳極型畳大定格出力 9kW，
ターゲット c，
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器二次元高速瑚制費出密

(.次元， 1次元，2次元モ一円

象金属セラミックス高分子など

・アプリケーション 定性分析，定量分析，結品0lII，Iil向，
粒軍縮品子サイズ，聾留応力酔価なE
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